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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ビデオ表示部全体のインテグリティを信頼性の
ある方法でテスト可能とする画像欠陥の検出のより有効
な方法を提供する。
【解決手段】ＬＣＤスクリーンにおける画像欠陥の統合
検出方法が、選択ラインＬｉおよび、または列ＣｏｌＲ
ｊの容量性の充電または放電中に、画像表示手段（行ド
ライバ２０、列ドライバ３０、対向電極ＣＥ）の電源バ
スにおける電流の消費を検証することからなる。本方法
は、測定抵抗Ｒｍを含む電流測定チェーンを電源バス、
測定回路、およびスクリーン外に、安全管理用の外部回
路によって処理される検出信号Ｓｄをもたらす比較回路
に組み込むことを含む。
【選択図】図２ｂ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＣＤスクリーンにおける画像の表示欠陥の統合検出方法であって、
　ＬＣＤスクリーンが、選択ライン（Ｌｉ）を行としデータライン（Ｃｏｌｒｊ）を列と
するマトリクス式の行列に配置された画素電極と、共通の対向電極（ＣＥ）と、ビデオ信
号によって操作される画像表示手段（２０、３０、ＣＥ）と、を含み、制御電圧レベルを
前記データラインおよび前記選択ラインを介して前記画素電極に印加しかつ前記対向電極
に印加することによってＬＣＤスクリーンに画像を表示する、方法において、
　ビデオ画像の２つの表示期間（ＶＷ）の間の非表示期間（ＮＶＷ）毎に検証手段（４０
Ｂ、４０Ｃ）を稼動させることによって、
　前記データラインの制御回路（３０）の電源バス（ＶＤＤＡ）および／または前記共通
の対向電極（ＣＥ）への電源バス（ＶＣＥ）における電流消費を測定し対応するデジタル
測定信号（Ｓｍ）を出力する電流消費測定回路（４１）によって、前記データラインにお
ける容量性の充電または放電中の電流流入を表す信号を測定するステップと、
　前記表示期間中における前記電流流入の周期性を調べるために、前記デジタル測定信号
（Ｓｍ）を、前記選択ラインの走査信号と同期する予測パルス信号（Ｓｃ）と比較するス
テップと、
　検出信号（Ｓｄ）を出力するステップと、
を行うことを特徴とする方法。
【請求項２】
　前記非表示期間（ＮＶＷ）にビデオテスト画像（Ｓｔｅｓｔ）を使用することを含み、
前記ビデオテスト画像が、列における同一の濃淡レベルを制御するようにプログラムされ
て、前記電源バス（ＶＤＤＡ、ＶＣＥ）に、対応する電流の流入を発生するようにする請
求項１に記載の方法。
【請求項３】
　前記ビデオテスト画像（Ｓｔｅｓｔ）が、前記行の周波数で交互に、列における同一の
第１の濃淡レベルまたは同一の第２の濃淡レベルを制御するようにプログラムされて、前
記第１および第２の濃淡レベルがそれぞれ、グレイスケールの最低および最高レベルに対
応している請求項２に記載の方法。
【請求項４】
　少なくとも列反転を用いるタイプのアドレス指定モードを使用するＬＣＤスクリーンの
場合には、前記ビデオテスト画像（Ｓｔｅｓｔ）が２つの表示からの１つの列に対応する
、請求項２に記載の方法。
【請求項５】
　カラーＬＣＤスクリーンの場合には、前記ビデオテスト画像を表示するための選択され
た列が一意の色に対応する、請求項２に記載の方法。
【請求項６】
　各色をテストするために連続的に適用される請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記データラインの制御回路（３０）がいくつかの基本的な構成部品を含み、それぞれ
が列の所与のグループを制御する請求項２に記載の方法において、
　前記ビデオ画像が、特定の単一の構成部品の列の表示に対応し、もしある場合には、前
記構成部品の欠陥を検出するようにした方法。
【請求項８】
　前記制御回路の前記単一の構成部品のそれぞれのためのビデオテスト画像を含むビデオ
テスト画像シーケンスを使用することを含む請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記検証手段（４０Ｂ、４０Ｃ）は前記電流消費測定回路（４１）を使用し、
　当該電流消費測定回路（４１）は、
　前記電源バスに直列に配置された測定抵抗（ＲｍＢ、ＲｍＣ）と、
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　前記測定抵抗における電流を測定しかつ対応するデジタル測定信号（Ｓｍ）を出力する
回路と、
　前記デジタル測定信号を前記予測パルス信号（Ｓｃ）と比較して、前記検出信号（Ｓｄ
）を出力する比較回路（４２）と、
を含む請求項１～８のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１０】
　前記バスによって提供される電力の供給が周期的に遮断されるＬＣＤスクリーンに適用
される請求項１～９のいずれか一項に記載の方法において、
　前記遮断中に非稼動にされることを特徴とする方法。
【請求項１１】
　前記検証手段（４０Ｂ）は、前記データラインの前記制御回路（３０）の前記電源バス
上に配置され、また当該電源バスに電圧を供給する各電源と前記データラインの前記制御
回路に設けられたデジタル／アナログ変換の回路（３３）との間に配置される請求項１～
１０のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１２】
　選択ライン（Ｌｉ）を行としデータライン（Ｃｏｌｒｊ）を列とするマトリクス式の行
列に配置された画素電極と、共通の対向電極（ＣＥ）と、ビデオ信号によって操作される
画像表示手段（２０、３０、ＣＥ）とを含み、
　制御電圧レベルを前記データラインおよび前記選択ラインを介して前記画素電極に印加
しかつ前記対向電極に印加し、
　さらに、画像の表示欠陥を検出するための集積回路を含み、
　前記データラインの制御回路（３０）の電源バスおよび／または前記共通の対向電極（
ＣＥ）の電源バスにおける電流消費を検証する検証手段（４０Ｂ、４０Ｃ）を含み、
　ビデオ画像の２つの表示期間（ＶＷ）の間の非表示期間（ＮＶＷ）毎に、表示欠陥を検
出するための前記集積回路が検出信号（Ｓｄ）を出力する、ＬＣＤスクリーンにおいて、
　前記検証手段（４０Ｂ、４０Ｃ）は、
　前記電源バス上に配置され、前記データラインにおける容量性の充電または放電中の電
流流入を表すデジタル信号（Ｓｍ）を出力する電流消費測定回路（４１）と、
　前記非表示期間（ＮＶＷ）中における前記電流流入の周期性を調べるために、前記デジ
タル信号（Ｓｍ）を、前記選択ラインの走査信号と同期する予測パルス信号（Ｓｃ）と比
較し、検出信号（Ｓｄ）を出力する比較回路（４２）と、
を含むＬＣＤスクリーン。
【請求項１３】
　前記検証手段（４０Ｂ、４０Ｃ）は前記電流消費測定回路（４１）を含み、
　当該電流消費測定回路（４１）は、
　前記電源バスに直列に配置された測定抵抗（ＲｍＢ、ＲｍＣ）と、
　前記測定抵抗における電流を測定しかつ対応するデジタル測定信号（Ｓｍ）を出力する
回路と、
　前記デジタル測定信号を前記予測パルス信号（Ｓｃ）と比較して、前記検出信号（Ｓｄ
）を出力する比較回路（４２）と、
を含む請求項１２に記載のＬＣＤスクリーン。
【請求項１４】
　前記データラインの制御回路（３０）の電源バスにおける電流消費を検証する検証手段
（４０Ｂ）は、前記データラインの制御回路の前記電源バス上に配置され、また当該電源
バスに電圧を供給する各電源と前記データラインの前記制御回路に設けられたデジタル／
アナログ変換の回路（３３）との間に配置される請求項１２または１３に記載のＬＣＤス
クリーン。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、液晶スクリーンの画像欠陥の検出方法に関する。詳細には本発明は、乗り物
の計器板に使用される、具体的には航空機用の液晶スクリーンに適用される。
【背景技術】
【０００２】
　液晶カラースクリーンは、航空機およびヘリコプターのコックピットの視認システムに
広く使用されている。液晶カラースクリーンは、必須のマンマシンインターフェースを構
成し、操縦士に、精巧な記号画像によって、操縦士が様々な任務を遂行するために必要な
情報を提供する。それゆえ、この表示された情報は極めて信頼性の高いものである必要が
ある。
【０００３】
　現在のところ、これらのスクリーンは、ビデオ表示部における欠陥に対応して、表示欠
陥、特にフリーズ画像と呼ばれる欠陥をもたらすことがある。これは一般的に、スクリー
ンへのビデオ表示を管理する行または列制御集積回路（ドライバ）のシフトレジスタにお
ける動作欠陥によるものであるか、またはＬＣＤスクリーンの入力側において垂直走査同
期信号が欠如していることによる。
【０００４】
　シフトレジスタの構造はよく知られている。ｎビットのシフトレジスタを考えてみると
：これは、カスケードにｎステージを含む半導体素子であり、各ステージの出力側は、次
のステージの入力側を形成する。各ステージは複数の半導体トランジスタを含む。これら
のトランジスタは、確実に多数の切り替えをする必要がある。これらのトランジスタの一
部は持続的にゲート応力を受け、このため、トランジスタの閾値電圧にドリフトを引き起
こし、それゆえトランジスタに機能不全を引き起こすことがある：トランジスタはもはや
切り替えを行わなくなる。トランジスタがもはや切り替えを行わない切り替えステージで
は、もはやデータ伝送が行われない；それゆえ、このステージによっておよびこれに続く
ステージによって出力されるデータは、もはや変更されない。これらは行選択制御回路の
シフトレジスタであるため、これらのステージの出力によって制御されるラインは、常に
同じ非選択状態にある：マトリクス選択ラインの走査はもはや行われない。そのようなラ
イン走査の中断が発生すると仮定する。オフ状態における液晶およびトランジスタの非常
に高い固有抵抗を考慮すると、ＬＣＤスクリーンの画素は情報記憶性能が優れている。そ
れゆえ、この中断後も、同じ画像が数秒間表示されたままにできる。
【０００５】
　別の表示欠陥は、画像伝送部におけるビデオ情報の損失であり、例えばカラービデオ信
号経路の不良に関する。例えば、赤い色を使用して警告信号を表示する。赤色ビデオ信号
経路の不良を、動作中の画像上では操縦士が迅速に検知できないであろうことが考えられ
る。この場合、操縦士の反応は遅くなりすぎるであろう。それゆえ、この欠陥を識別でき
る必要がある。
【０００６】
　操縦士は、操縦士に有用な情報に関連したある種の記号画像があまり迅速に変化しない
ときにはなおさら、表示欠陥に気づかないであろう。それゆえ、操縦士は表示された画像
を、それが間違っているまたはもはや正しくなくても、引き続き信用する可能性がある。
民間航空電子工学（ｃｉｖｉｌ
ａｖｉｏｎｉｃｓ）の安全勧告では、この種の事象を禁止している。それゆえ、表示欠陥
を検出するシステムを提供することが必要である。
【０００７】
　従来技術によれば、選択ラインアドレス指定回路の場合には、この欠陥の検出は、シフ
トレジスタの最終ステージの出力信号中に、この出力の行走査信号を確実に同期させるこ
とによって、通常行われる。
【０００８】
　この方式には様々な欠点がある。最終ステージの出力側において信号を物理的に測定可
能にすることにより、この測定に専用の追加的な導体線を設ける必要がある。さらに、測
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定された情報は、シフトレジスタの最終ラインの情報である。しかし、欠陥はもっと先の
部分、電圧昇圧回路のレベルに存在する可能性もある。この電圧昇圧回路は、通常シフト
レジスタの出力側とマトリクスの行との間に設けて、シフトレジスタにおけるデジタル電
圧レベルから、画像ドットの制御に必要なアナログ電圧レベルにするものである。
【０００９】
　列のビデオデータの表示を制御する回路の場合、欠陥の検出は、列制御回路の入力側に
ビデオ信号が存在するかどうか検出することにあり、これはかなり不十分である。特にこ
れは、シフトレジスタおよび／またはデジタルアナログ変換回路および／または列制御装
置用の増幅回路の動作に関する情報を全く与えず、具体的には一色の表示のインテグリテ
ィ（ｉｎｔｅｇｒｉｔｙ）を確実にすることができない。そこで、民間航空電子工学にお
いては、赤色は安全性関連情報の表示に対応する。それゆえ、少なくともこの色のための
表示部のインテグリティを確実にできるという明確な利益がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明の目的は、ビデオ表示部全体のインテグリティを信頼性のある方法でテスト可能
とする、画像欠陥の検出のより有効な方法を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明は、ＬＣＤスクリーンにおける画像の表示欠陥の統合検出方法であって、
　ＬＣＤスクリーンが、選択ラインを行としデータラインを列とするマトリクス式の行列
に配置された画素電極と、共通の対向電極と、ビデオ信号によって操作される画像表示手
段と、を含み、制御電圧レベルを前記データラインおよび前記選択ラインを介して前記画
素電極に印加しかつ前記対向電極に印加することによってＬＣＤスクリーンに画像を表示
する、方法において、
　ビデオ画像の２つの表示期間の間の非表示期間毎に検証手段を稼動させることによって
、
　前記データラインの制御回路の電源バスおよび／または前記共通の対向電極への電源バ
スにおける電流消費を測定し対応するデジタル測定信号を出力する電流消費測定回路によ
って、前記データラインにおける容量性の充電または放電中の電流流入を表す信号を測定
するステップと、
　前記表示期間中における前記電流流入の周期性を調べるために、前記デジタル測定信号
を、前記選択ラインの走査信号と同期する予測パルス信号と比較するステップと、
　検出信号を出力するステップと、
を行うことを特徴とする方法に関する。
【００１２】
　本方法は、前記検証手段が前記電流消費測定回路を使用し、
　当該電流消費測定回路は、
　前記電源バスに直列に配置された測定抵抗と、
　前記測定抵抗における電流を測定しかつ対応するデジタル測定信号を出力する回路と、
　前記デジタル測定信号を前記予測パルス信号と比較して、前記検出信号を出力する比較
回路と、
を含む。
【００１３】
　本発明はまた、対応する統合検出手段を含むＬＣＤスクリーンにも関する。
【００１４】
　本発明の他の利点および特徴を、以下、非限定的な例として与える本発明の実施形態の
図面を参照して詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
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【図１】ＬＣＤスクリーンにおける行および列制御回路を示す。
【図２ａ】本発明による画像欠陥の検出方法に使用される測定部のブロック図を示す。
【図２ｂ】測定部が統合されて、行走査機能および色表示機能のインテグリティをテスト
するＬＣＤスクリーンのアクティブマトリクスの図を示す。
【図３】ＬＣＤスクリーンのビデオ画像表示シーケンスの詳細を示す。
【図４】ビデオ画像表示期間における選択ラインの信号の、およびこの期間において本発
明による測定部によって測定された電源バスにおける電流のタイムチャートを示す。
【図５】対応する検出および警報発生信号の例示的なタイムチャートを示す。
【図６】色をテストするために期間の列に適用された信号の例を示す。
【図７】対応する検出および警報発生信号のタイムチャートを示す。
【図８】本発明による方法において使用された測定部の取り得る電子的な実施形態の詳細
な図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１に、ＬＣＤスクリーンの構成を示す。この構成はよく知られている。これは、それ
ぞれがスイッチング素子および電気光学セルからなる画素または画像ドットのマトリクス
アレイを含み、電気光学セルの画素電極と呼ばれる一方の電極はスイッチング素子に接続
され、かつ対向電極ＣＥと呼ばれる他方の電極は全画素に共通の電極である。画素電極お
よびそれらのスイッチング素子を含むマトリクス１０は基板プレートに実装される。対向
電極ＣＥは、色フィルタも支持するスクリーンの対向プレートに実装される。そのような
スクリーンでの画像の表示は表示手段によって行われ、画素の電極へ適切な制御レベルを
与えることができるようにする。
【００１７】
　この電極は共通の画素電極、すなわち対向電極ＣＥであるため、各直流電圧供給バスを
通してスクリーンのアドレス指定モードに適切な制御電圧ＶＣＥを受け取る。
【００１８】
　それら電極は画素電極であるため、それらのアドレス指定は、選択ラインＬｉ（ｉは整
数であり、ｉ∈［１、．．．ｎ］）を経ておよびデータ列またはデータラインＣｏｌＲｊ

、ＣｏｌＧｊ、ＣｏｌＢｊを経て実行される。選択ラインはそれぞれ、このラインに配置
されたスイッチング素子のオンまたはオフ状態を制御する。データ列はそれぞれ、列に配
置された、選択された画素の電極に、表示されるべき濃淡レベルに対応する電圧を伝送す
る。この例では、赤Ｒ、緑Ｇおよび青Ｂの三色の色フィルタのマトリクス（対向プレート
に実装）を持ったカラースクリーンが選択されている。それゆえ、選択された色配列に対
応する列の配置がある。この例では、列上でかつ行から行へＲＧＢパターンが繰り返され
る縞タイプの単純な配列が選択されている。
【００１９】
　これらの画素電極のためのアドレス指定回路は、技術文献では「行ドライバ」と呼ばれ
ている選択ライン制御回路２０と、技術文献では「列ドライバ」と呼ばれているデータ制
御回路３０とを含む。これらの制御回路を、アクティブマトリクスに組み込まれた集積回
路とすることも（すなわち制御回路をアクティブマトリクスと同じ基板プレートに実装す
る）、または外部回路とすることもできる。後者の場合は、制御回路は、適切な接続モー
ドによって、例えば熱接着、ＣＯＧ（「チップオングラス」）トランスファと呼ばれるガ
ラスへ集積回路を移すこと、または任意の他の接続モードによって、アクティブマトリク
スにつながれている。
【００２０】
　選択ライン（行ドライバ）用の制御回路２０は主に、垂直走査周波数でマトリクスの各
グリッド行を連続的にアドレス指定するためのシフトレジスタ２１（実際には、マトリク
スの行の数ｎに応じていくつかの回路から形成され得る）を含む：走査信号Ｓｓｗｐはレ
ジスタの第１のステージへの入力として与えられ、かつ行ドライバの制御クロックによっ
て定められた走査周波数（行の周波数）で、それに続くステージに順次に転送される。回
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路２０は、レジスタとラインとの間に接続された電圧昇圧回路２２も含む。電圧昇圧回路
の機能は、シフトレジスタの出力端子における低電圧レベル（一般にロジック３ボルト）
を、画素スイッチング素子（トランジスタ）の技術に適切な電圧レベルＶｇｏｎおよびＶ
ｇｏｆｆのアナログ信号に変換することである。具体的には電圧Ｖｇｏｎは、選択された
行Ｌｉのトランジスタをオン状態（閉成）に切り替えることであり、それにより、列に印
加されるビデオ電圧を、対応する画素に印加して、ゲートが電圧Ｖｇｏｆｆにされる他の
行Ｌｋ（ｋ≠ｉ）の全トランジスタを、オフ状態（開放）に保たせることが可能となる。
【００２１】
　データ制御回路３１は入力として、表示されるべきビデオ信号Ｓｖｉｄｅｏを受信して
、各画像に表示される濃淡レベルに対応するマトリクスの列に電圧を印加するようにする
。データ制御回路３１は主にシフトレジスタ（実際には、マトリクスの列の数ｍに応じて
いくつかの回路または構成部品から形成できる）を含み、シフトレジスタは、サンプルホ
ールド回路を駆動する。サンプルホールド回路により、列上で表示されるべきビデオ信号
の回路３０に含まれる回路３２に蓄積できるようになる。記憶された各データはマトリク
スの列に、適用されるべき濃淡レベルを示す。記憶データは、行選択速度で、デジタル／
アナログ変換器を含む回路３３に伝達される。一般に、濃淡レベルは６ビットまたは８ビ
ットに符号化される。それゆえ回路３３は、デジタル／アナログ変換器と、符号化表に関
連付けられた電流増幅器とを含み、符号化表は、選択ライン選択速度で、対応するレベル
のアナログ電圧を列に提供しかつ印加する：各新しく選択された行の場合、それ以前にサ
ンプリングされたデータレジスタの内容が変換器に入力として印加され、変換器はそれぞ
れ出力として、対応するアナログ電圧レベルを生じる。これらの変換器の出力端子は、行
の選択中に列を迅速に充電するように機能する電流増幅器に接続される。デジタル／アナ
ログ変換器ならびに電流増幅器が、直流電圧供給バスＶＤＤＡによって電圧（一例では１
３ボルト）が供給される。
【００２２】
　スクリーンの画素をアドレス指定するための回路は、公知の方法では、他の制御装置、
特に画素に印加された電圧の極性を反転させる（行、列または点の反転）ための制御装置
、またはマトリクスの色フィルタの構造（カッド、縞構造など）を考慮するための制御装
置などを含む。
【００２３】
　本発明は特定の配置構成にも、または製品およびそれらの応用に従って変化するアドレ
ス指定オプションにも制限されないことに留意されたい。当業者は、図２ａを参照して以
下提示する本発明を、以下に述べる様々な技術を適用することによって所与の特定のスク
リーンへ適用する方法を理解している。
【００２４】
　マトリクスビデオ表示部のインテグリティを検証するために、具体的には画像欠陥を検
出するために、本発明による統合されたテスト法は、アクティブな関連の電源バスの電流
を測定する一方、列は、画像において望ましい濃淡レベルに対応するアナログ電圧に充電
されている。この電流測定により、ビデオ表示部全体のインテグリティの検証が可能とな
ることを示す。
【００２５】
　実際に、マトリクスの行および列は容量性ラインであり、それらはラインまたは水平周
波数で充電および／または放電される。各行の静電容量および列の等価の静電容量は高い
。さらに、列は、対向電極に印加される信号ＶＣＥと強力な容量性結合をする。それゆえ
、対応する電源バス：行のためのＶｇｏｎ；列のためのＶＤＤＡおよび／またはＶＣＥに
おいて、これらのラインの充電または放電に対応する正または負の電流の流入を測定する
ことが可能である。この電流の流入は、電圧が実際に、マトリクスの行および／または列
に印加される場合にのみ発生し得る：すなわち、実際に行が選択される場合および／また
は実際にビデオデータが列に印加される場合である。
【００２６】
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　それゆえ、この電流測定によって、シフトレジスタ２１または３１が適切に動作してい
るかどうかだけでなく、一般的には、入力信号ＳｓｗｐまたはＳｖｉｄｅｏをもたらす上
流の回路、およびアナログ電圧を、対応する行／または列に印加する下流の回路が適切に
動作しているかについても検証可能となる：行のアドレス指定の場合は電圧昇圧回路２２
を使用する。列のアドレス指定の場合は、結合性（ｃｏｎｎｅｃｔｉｖｉｔｙ）と記憶部
、切り替え、デジタルアナログ変換および増幅（回路３２および３３）の全体を使用する
。
【００２７】
　図２に、本発明による電流測定部４０の原理を示す。電流測定部は主に、測定信号Ｓｍ
を生じる電流測定回路Ａに関連した抵抗Ｒｍを含む。抵抗Ｒｍは、電源バスＶＤＤおよび
容量性ラインＬＣのドライバＤＲＶに直列に接続されている。次いでこの信号を、予測信
号Ｓｃ、すなわち一般にライン走査信号と同期しているパルス信号と比較して（回路４２
）、欠陥検出信号Ｓｄを生じる。次いでこの欠陥検出信号を、一般に（一般的に外部の、
関係しているスクリーンを使用するアプリケーションに特有の）警報管理装置５０によっ
て処理し、適切な場合には、警報信号ＡＬを生じる。航空電子工学応用では、それゆえこ
の検出信号Ｓｄは一般に視認システム、具体的には警報管理部分まで可聴警報および／ま
たは警告灯などによる安全性のメッセージで届けられる。
【００２８】
　実際には、測定回路４０を、行制御回路２０および列制御回路または対向電極回路３０
の上流に、すなわち「アナログ」電源バスと、制御回路の対応する電源入力端子との間に
配置する。実際にこの上流部では、一方は、マトリクスのアクティブゾーンを支持するガ
ラスから離れておりかつかなり全体的にプリント回路上にあり、それにより、測定部の統
合が容易になる。
【００２９】
　それゆえ、図２ｂに、本発明による測定部を組み込んでいる、アクティブマトリクスを
備えるＬＣＤスクリーンの対応する構成を示す：
・第１の測定部４０Ａは、行制御回路２０の電圧昇圧回路２２に給電する電源バスＶｇｏ
ｎに配置されている。第１の測定部４０Ａは、電源バスに直列に、バスと回路２２の電源
入力端子との間に配置された抵抗ＲｍＡを含む。第１の測定部４０Ａは、対応する検出信
号ＳｄＡを出力として提供する。
・第２の測定部４０Ｂは、列制御回路３０のデジタル／アナログ変換器の回路３３に給電
する電源バスＶＤＤＡに配置されている。第２の測定部４０Ｂは、電源バスに直列に、バ
スと回路３３の電源入力端子との間に配置された抵抗ＲｍＢを含む。第２の測定部４０Ｂ
は、対応する検出信号ＳｄＢを出力として提供する。
【００３０】
　第２の測定部４０Ｂを、図面において破線で示しかつ対向電極ＣＥを給電する電源バス
ＶＣＥに配置された別の測定部４０Ｃで置き換えるまたは補足することも可能である。第
２の測定部４０Ｃは、電源バスに直列に、バスと対向電極の電源入力端子との間に配置さ
れた抵抗ＲｍＣを含む。第２の測定部４０Ｃは、対応する検出信号ＳｄＣを出力として提
供する。実際に第２の測定部４０Ｃでは、列が対向電極と強力な容量性結合を有すること
が分かっている。それゆえ、列の電流測定は、一方のバスＶＤＤＡおよび／または他方の
バスＶＣＥで行うことができる。
【００３１】
　本発明による画像欠陥の検出方法の実施には、図２ｂに示すように、行のための測定部
と列のための測定部とを含み得る。これは、フリーズ画像問題をもたらす欠陥を検出する
ための最適な構成である。しかしながら、意図するアプリケーションの条件によって、行
に関連するまたは列に関連する、いずれかの単一の回路で間に合わせることも可能である
。
【００３２】
　検出方法の実施は、行または列のチャージングがテストされるかどうかによって異なる
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。ＬＣＤスクリーンへの画像の表示は、選択ラインが次々と１つずつ選択されかつ対応す
るビデオデータが列に供給される画像表示期間ＶＷと、行が選択されない表示オフ期間Ｎ
ＶＷとを含むフレーム期間Ｔにおいてシーケンス画像様であることが思い出される。その
ようなシーケンスを一例として図３に示す。５０Ｈｚのビデオ表示は２０ミリ秒のフレー
ム期間Ｔを生じ、そのうちの約１６ミリ秒は、表示期間ＶＷにおいて実際の画像表示に使
用される。
【００３３】
　行に係わっているので、行に関連する測定部４０Ａを、行が実際に選択される表示期間
ＶＷで稼動させる必要がある：この期間外では、すなわち期間ＮＶＷでは、行は選択され
ない；従って電源バスＶｇｏｎへの電流の流入を全く検出しないことは当然である。他方
で、列に係わっているので、表示期間ＶＷ中、重要な電流の測定を行うことは不可能であ
る。これは、所与の画像に表示される様々な濃淡レベルに対応する様々な電圧レベルが、
表示される画像の性質に依存して充電／放電に関して多かれ少なかれ互いに補償し得るた
めである。さらに、特に画像を妨害せずに一色の表示をテストすることはできない。それ
ゆえ、「表示オフ」期間ＮＶＷにおいて、列に関連した測定部４０Ｂおよび／または４０
Ｃを稼動させることを提供する。
【００３４】
　そこで、図４および図５に具体的に選択ライン制御回路のテスト法を示す。この方法は
、上述の測定部４０Ａ（図２ｂ）を組み込んで統合している。期間ＶＷにおいて、図４に
示すように、行が次々と１つずつ選択される：垂直走査周波数で電圧パルスＶｇｏｎが各
行に印加される。表示オフ期間ＮＶＷでは、行は全てＶｇｏｆｆにある。
【００３５】
　各電圧パルスに関して、測定部４０Ａは、対応する選択ラインの充電によって引き起こ
された電流の流入に対応する電流を測定することができる。電源バスＶｇｏｎにおける、
各パルスＶｇｏｎに対応するこれらの電流の流入Ｉを図４に示す。
【００３６】
　それゆえ、電流測定回路４１を、各パルスが電流の流入の検出に対応するパルス測定信
号Ｓｍを出力としてもたらすように設計する。
【００３７】
　この信号を、一般に走査信号Ｓｓｗｐと同期するクロック信号に由来する行の周波数信
号Ｓｃと比較する。この例では、この信号は表示オフ期間ＮＶＷにおいて「フラット」で
ある。この比較回路を、一般にＮＡＮＤゲートタイプの論理回路によって供し得る。測定
信号にパルスがないとき、この比較回路は、出力として論理電圧パルスを提供する：これ
は検出信号Ｓｄである。
【００３８】
　この信号を警報管理装置（図２ａの装置５０）によって処理する。この管理装置は、対
応する警報信号ＡＬＡを発生させるためのルールを実行し得る。例えば、あるルールは、
警報を発生するための、（欠陥パルスＳｄの）欠陥の最小数を規定し得る。測定法の一例
として図５に示す例では、１つの警報を発生するためには４つの欠陥が連続することが必
要であり、次いで、それは、関連のアプリケーションの安全システムによって適切な方法
で処理される。警報は、もしあったとしても、測定／検出期間、すなわち期間ＶＷ中に発
生されることに留意されたい。
【００３９】
　実用的な例では、例えば１０オーム程度の低インピーダンスの抵抗ＲｍＡで十分である
。１０インチのスクリーンの場合であって、しかも、選択ラインの等価容量が、０．５μ
ｓで３０ボルトに等しい電圧Ｖｇｏｎまで充電する２００ピコファラッド程度である場合
、１２ｍＡ程度の充電スパイク電流Ｉ（Ｖｇｏｎ）が得られる。
【００４０】
　図６および図７に、具体的に列制御回路３０のテスト法を示す。この方法は、上述の測
定部４０Ｂおよび／または測定部４０Ｃ（図２ｂ）を組み込んでおり、検出原理はこれら
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回路の双方に同一に適用する。
【００４１】
　この検出原理は、表示オフ期間ＮＶＷにテスト画像Ｓｔｅｓｔを表示することを指示す
ることにある：このテスト画像は、行の周波数で交互に（すなわち、行が選択されていな
い場合を除いて行選択周波数で）マトリクスの列における同一の第１の濃淡レベルまたは
同一の第２の濃淡レベルを制御するために決定され、プログラムされる。第１および第２
の濃淡レベルはそれぞれ、グレイスケールの最低および最高レベルに、すなわち最大の電
圧変動に対応する。フレームの期間ＮＶＷ中、これら列は全て行の周波数で交互に、最大
電圧まで上昇しそして最低電圧になる。行の周波数での列信号のこの有意な変更によって
、電源バスＶＤＤＡおよびＶＣＥに有意な電流の流入を生じさせ、この電流の流入が検出
される。
【００４２】
　実際には、この方法の実施はこのようにフレーム全体を通して列ドライバ３０を動作さ
せて、期間ＶＷにおいてビデオ画像Ｓｖｉｄｅｏを表示し、かつ期間ＮＶＷにおいてテス
ト画像Ｓｔｅｓｔを偽って表示する。この表示は、これらの期間ＮＶＷでは行が選択され
ていないため、「偽り」である：テスト画像は実際にはスクリーンに表示されない。
【００４３】
　最大／最小の交互テストシーケンスは、回路の両端において濃淡レベルの制御をテスト
することを可能とするため、有益である。
【００４４】
　しかしながら、テストシーケンスは、行から行へ同じである予め定められた１つの濃淡
レベルのみの表示を提供し得る。これは好ましくはグレイスケールの最高または最低の濃
淡レベルであり、電流の流入の十分な充電または放電を引き起こすようにする。
【００４５】
　少なくとも列反転を用いるタイプのアドレス指定モードを使用するスクリーンの場合に
は、ビデオテスト画像は、２つの表示からの１つの列に対応する。
【００４６】
　カラースクリーンを考慮する場合には、特定の色の表示をテストできることが有益であ
る。本発明によれば、テスト画像を表示するための列は、一意の色に対応するように選択
され、他の一色または他の複数色に関連する列は選択されていない。一般に、図６に示す
ように、赤をテストしたい場合、表示されるデータは、赤の列ＣｏｌＲｊのみに関連する
。他の列ＣｏｌＧｊ、ＣｏｌＢｊは、電流の流入への寄与を低減するように、これらの期
間ＮＶＷ中は安定した電圧レベルのままである。例えば、テスト画像は、行の周波数にお
いて赤の列が黒レベルから白レベルへ交互に切り替えられて、電圧変動が最大となるよう
にし、かつ他の列は、安定した濃淡レベル、例えば白を維持するようなものである。考え
られるアプリケーションに関する各色の重要性に従って選択され得るテスト周波数におい
て、連続的なテストシーケンス、各色それぞれを連続的にテストすることが提供され得る
。
【００４７】
　図７に、行ドライバ（図５）のものと同様の信号Ｓｍ、ＳｄおよびＡＬＢによる検出方
法を示す。使用される比較信号Ｓｃもまた同様である。
【００４８】
　さらに、列ドライバ３０のテストシーケンスは、テストされるスクリーンのアドレス指
定モードに依存し得る。
【００４９】
　少なくとも列反転を用いるタイプのアドレス指定モードを使用するスクリーンにおいて
、マトリクスでの色の配列が縞タイプ、一般には赤Ｒ、緑Ｇ、青Ｂパターンの一列に並ん
だ繰り返しパターンである場合には、２つの連続的な赤の列の一方が正極性の電圧および
他方が負極性の電圧で駆動される。この場合、電流の充電および放電の補償があることを
理解されたい：バスＶＤＤＡで電流の流入は検出されない。この場合、テストシーケンス
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は、赤色の２つの表示からの１つの列に対応するようにプログラムされたビデオテスト画
像を使用する。これは、当然のことながら各色において行われる。
【００５０】
　一般的に、本発明によるテスト画像の表示により、テストに選択された列の列信号が行
の周波数で変調することにより、適切な状態にある他の列が任意選択的に電流の流入への
寄与を低減させる状態で、電源バスＶＤＤＡおよびＶＣＥにおいて対応する有意な電流の
流入を生じさせるようにする。
【００５１】
　最後に、電源バスＶＤＤＡがフレーム周波数で周期的に遮断されるスクリーンが公知で
ある（図示せず）。この場合、これら遮断中に電流の測定を非稼動にして、偽の欠陥の検
出を生成しないようにすることが提供される。
【００５２】
　本発明のこれらの様々な代替的な実施は、実際の実施形態に特に問題をもたらさない。
【００５３】
　実際に、測定部４０Ｂおよび／または４０Ｃは、少なくとも１つのテスト画像Ｓｔｅｓ

ｔを記憶／生成するための手段に関連する。各色それぞれをテストしたい場合、対応する
色の列の選択と一緒に毎回同じ画像を使用できる。これらの記憶／生成手段は、当業者に
公知のいずれかの方法において供される。
【００５４】
　大きなスクリーンの場合、列制御回路または列ドライバは実際には複数の回路構成部品
から形成され、そのそれぞれが列のグループを制御する。
【００５５】
　改良形態では、列４０Ｂおよび／または４０Ｃのための測定部により、列ドライバの構
成部品を別々にテストすることが可能となり、もしあるならば欠陥を検出する。対応する
テスト法は、列ドライバのこの特定の構成部品の列の選択に対応するテスト画像を表示す
るための命令を含む。それゆえ、一連のテスト画像によって、列制御回路の各構成部品を
テストすることが可能となり、各画像は、図６および図７に関連して上述のテスト法を使
用することによってドライバの定められた構成部品のために規定されている。
【００５６】
　図８に、本発明において使用することができる測定部の実用的な例を示す。抵抗Ｒｍを
、テストされるドライバの電源ＶＤＤに直列に挿入する。差動増幅器１、例えばアナログ
素子ＡＤ８１７増幅器により、電源におけるグリッチを拒絶することが可能となる。増幅
器はかなり狭い通過帯域（ウィーンネットワーク）によって選択されて増幅器の出力Ｏｕ
ｔのＳ／Ｎ比を改善する。閾値がＬＣＤスクリーンおよびアプリケーションに応じて調整
され得る比較器２が、アナログ信号Ｏｕｔをデジタル信号Ｓｍに変換する。比較器２の出
力におけるパルスの存在および持続期間は、測定抵抗Ｒｍへの電流の流入に依存する。
【００５７】
　上述の画像欠陥の検出方法は、インテグリティを保証するいずれかの液晶スクリーンに
簡単に組み込むことができる。
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